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MATÉRIA  LECIONADA: 

 

- História da Microscopia 

- Fonte de Elétrons 

- Tecnologia de vácuo 

- Lentes de elétrons 

- Detectores 

- Interação Elétron-Matéria 

- Funcionamento do MEV 

- Danos do feixe 

- Nanolitografia 

- Espectroscopia por EDS e WD 

- Análise Semi-quantitativa por EDS 

- Cristalografia 

- EBSD 

- Interação Elétron-Matéria (visão ondulatória) 

- Espaço recíproco 

- Preparação de amostras para MET 

- Modos de operação do MET 

- Difração 

- Identificação de figuras de difração 

- Difração com feixe convergente 

- Difração com precessão 

- STEM 

- Imagem de Alta resolução 

- Situação de Imagem de Alta resolução 

- EELS 

- Holografia 

- Imagem de Domínios Magnéticos 
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